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Аннотация: Изучено влияние состава матрицы, в частности, 

содержания щелочных компонентов в силикатных стеклах системы 

SiO2-CaO-R2O (R-Na, K, Li) на растворимость и спектральные 

свойства наночастиц (НЧ) CuInX2(X-S, Se, Te), CuGaTe2. Показано, 

что совместное введение в состав стекла трех щелочных ионов 

благоприятно влияет на формирование НЧ теллуридов. 

Проанализированы спектры поглощения НЧ в области 

фундаментального края и обсуждаются возможные причины их 

изменений. 
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Abstract: The effect of the matrix composition, in particular, the content 

of alkaline components in the silicate glasses of the SiO2-CaO-R2O 

system (R-Na, K, Li) on the solubility and spectral properties of CuInX2 

(X-S, Se, Te), CuGaTe2 nanoparticles is studied. It is shown that the joint 

introduction of three alkaline ions in the glass favorably influences the 

formation of low-frequency tellurides. The absorption spectra of low 

frequencies in the region of the fundamental region are analyzed and the 

possible reasons for their changes are discussed. 
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